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요약

유기EL 디스플레이10의 간단한 검사용 구동회로를 준비하여 신뢰성이 높은 평가를 하고, 유기EL 디스플레이10에 

제품용의 구동회로를 조립하기 전에 유기EL 디스플레이10 자체를 평가하여 평가결과에 의한 불량품을 처리함으로써

제품 수율의 저하를 억제할 수 있는 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법을 제공하는 것이 목적이다.

화소11에 구동전류를 공급한 후에, 화소11가 방전하는 시간을 두고 다음 화소11의 구동(검사)을 하고, 화소11에 있

어서의 유기EL 화소14의 구동전류치와 방전전류치의 차이가 소정의 레벨 내이면 각각의 유기EL 소자1에 의한 화소

가 정상이라고 판정할 수 있는 것에 착안한 것으로, 유기EL 소자1에 의한 각 화소11마다 구동전류치 및 방전전류치

의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 제1실시예에 의한 유기이엘(이하, '유기EL' 이라고 한다) 디스플레이의 평가장치20의 개략적인 회

로도이다.
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도2는 제1실시예에 의한 유기EL 디스플레이의 평가장치20를 구동하여 유기EL 디스플레이10를 평가하기 위한 타이

밍 차트이다.

도3은 제1실시예에 의한 각 유기EL 화소14에 대한 화소 전류치를 나타내는 그래프이다.

도4는 제1실시예에 의한 구동전류의 공급후(구동시간t1후)에 하강하는 시간t2 및 방전시간t3을 기다리지 않고 다음

의 유기EL 화소14를 검사하는 검사순서의 경우에 있어서 각 유기EL 화소14에 대한 화소 전류치를 나타내는 그래프

이다.

도5는 종래의 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이40의 개략도이다.

도6은 본 발명의 제2실시예에 의한 유기EL 디스플레이40의 평가장치50의 개략적인 회로도이다.

도7은 종래로부터 있었던 타입이 있어서 유기EL 소자1의 요부를 확대한 단면도이다.

도8은 종래의 액티브 매트릭스 방식에 있어서 유기EL 디스플레이10의 하나의 화소11 부분을 나타내는 회로도이다.

도9는 도8을 더 구체적으로 나타낸 액티브 매트릭스 방식에 있어서 유기EL 디스플레이10의 하나의 화소11 부분을 

나타내는 회로도이다.

*도면의 주요부분에 대한 부호 설명*

1 : 유기EL 소자(도7)

2 : 글래스 기판

3 : 양극(陽極; ITO)

4 : 홀수송층(hole 輸送層)

5 : 전자 수송성 발광층(電子輸送性發光層)

6 : 음극

7 : 직류전원

10 : 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이(도8, 도9)

11 : 유기EL 디스플레이10의 화소

12 : 스위치 회로

13 : 정전류 회로

14 : 유기EL 화소(유기EL 소자)

15 : 제1트랜지스터(TFT)

16 : 제2트랜지스터(TFT)

17 : 캐패시터

20 : 유기EL 디스플레이10(액티브 매트릭스 방식)의 평가장치(제1실시예, 도1)

21 : 중앙제어회로

22 : 컨트롤 버스
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23 : 검사전압 발생회로

24 : 전류검출회로

25 : 전류증폭회로

26 : A/D 변환회로

27 : 결함판정회로

28 : 컨트롤신호 발생회로

29 : 신호선 접속 스위치 회로(접속 스위치 회로)

30 : 선택선 접속 스위치 회로(접속 스위치 회로)

31 : 전압 공급선 접속 스위치 회로(접속 스위치 회로)

40 : 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이(도5)

41 : 전류원

42 : 신호선 선택회로(데이터선 선택회로)

43 : 선택선 선택회로(주사선 선택회로)

50 : 유기EL 디스플레이40(단순 매트릭스 방식)의 평가장치50(제2실시예, 도6)

51 : 검사전류 발생회로

52 : 순방향 강하전압 검출회로

VD : 신호선

VG : 선택선

VLC : 전압 공급선

t1 : 구동시간(제1의 소정시간)

t2 : 하강시간

t3 : 방전시간(제2의 소정시간)

S1 : 제1샘플링

S2 : 제2샘플링

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 발광물질(發光物質)로서 유기물(有機物)을 사용하는 유기 전계발광(EL; electroluminescent) 디스플레이(

이하, 「유기EL 디스플레이」라고 한다)의 평가장치 및 평가방법에 관한 것으로서, 특히 휴대전화의 표시패널, 카오

디오의 표시패널, 동화상/정지화상용 표시패널, 디지털 스틸 카메라의 화상표시용 등 각종 표시장치에 사용되는 유기

EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법에 관한 것이다.

근년에 유기 전계발광 소자(이하, 「유기EL 소자」라고 한다)가 활발하게 연구되고 또한 실용화 되어 있다.

도7은 종래로부터 있었던 타입에 있어서의 유기EL 소자1의 요부를 확대한 단면도로서, 유기EL 소자1는, 글래스 기

판2과, 양극3과, 홀수송층4과, 전자 수송성 발광층5과, 음극6을 구비한다. 직류전원7에 의하여 양극3과 음극6의 사이

에 소정의 전압을 인가하여 직류전류를 공급한다.

양극3에는 ITO(Indium Tin Oxide) 등에 의한 투명전극(透明電極)을 채용하고, 홀수송층4에는 디아민 유전체(TPAC

)를 채용하며, 전자 수송성 발광층5에는 알루미늄 착물(Alq)를 채용하여, 캐리어 수송성이 서로 다른 재료를 적층함으

로써 캐리어 재결합율(再結合率)을 높이고 있다. 또 음극6에는 마그네슘(Mg)이나 알루미늄(Ag) 등을 채용한다.

이러한 구성의 유기EL 소자1에 있어서, 양극3 및 음극6으로부터 주입(注入)되는 캐리어(홀 및 전자의 전하)가 전자 

수송성 발광층5의 유기층(有機層) 내에 갇혀서 캐리어 재결합 효율이 비약적으로 높아져, 10볼트 이하의 전압으로 1

000cd/m  2 이상의 고휘도(高輝度)를 얻을 수 있다.

따라서 휴대전화, 카오디오, 가전제품 등의 디스플레이로서 기대가 높아지고 있다.

도8은, 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이10의 하나의 화소11 부분을 나타내는 회로도로서, 유기EL 디스플

레이10는 복수 개의 선택선VG(주 사선) 및 신호선VD를 매트릭스 방식으로 배선하여 그 교차부분에 하나의 화소11

를 접속하고 있다.

화소11는 스위치 회로12와 정전류회로13와 상기한 유기EL 소자1에 의한 유기EL 화소14를 구비하여, 정전류회로13

에 전압 공급선VLC으로부터 거의 일정한 소정의 전압을 인가함으로써 유기EL 화소14에 정전류를 공급하여 이것을 

발광할 수 있게 하고 있다.

화소11에 대하여는 일본국 공개특허공보 특개평5-107561호 등이 있어서 예를 들면 도9에 나타나 있는 바와 같이, 

스위치 회로12로서 박막 트랜지스터(TFT) 등의 제1트랜지스터15를 채용하고, 정전류회로13로서 마찬가지로 TFT 

등의 제2트랜지스터16 및 캐패시터17를 채용하고 있다.

제1트랜지스터15는 유기EL 소자14에 정전류를 공급하기 위하여 전류를 스위치하는 것이다.

제2트랜지스터16는 이 제1트랜지스터에 의하여 스위치됨과 아울러 유기EL 소자14에 제1트랜지스터를 접속시킨다.

캐패시터17는 소정의 전기용량(電氣容量)을 충전하여, 그 소정의 방전시간에 따라 유기EL 소자14에 정전류를 보조

적으로 공급한다.

이러한 구성의 화소11에 있어서, 제1트랜지스터15에 의하여 하나의 화소11를 선택하고, 선택의 결과를 제2트랜지스

터16에 전달하고, 하나의 화소11에 관한 전압 제어를 제2트랜지스터16 및 소정의 전기용량을 소정의 시간만큼 유지

할 수 있는 캐패시터17에 의하여 실시함과 아울러, 전압 공 급선VLC으로부터 거의 일정한 소정의 전압을 유지하여, 

각각의 화소11 사이에서의 전압의 차이를 작게 하도록 하고 있다.

이러한 구성의 유기EL 디스플레이10를 평가하기 위하여, 종래에는 유기EL 디스플레이10에 그 구동회로(도면에는 

나타내지 않는다)를 부착하여 실제의 제품에 가까운 형태로 만들어 유기EL 디스플레이10를 실제로 구동하여, 라인 

결함이나 도트(dot) 결함에 대하여 각각 별개의 화상평가장치에 의하여 그 검출작업을 하고 있었다.

따라서 각 평가장치간의 오차나 평가기준에 오차가 생겨 검출 정밀도 저하의 원인으로 된다고 하는 문제가 있다.

또한 유기EL 디스플레이10의 구동 내지 발광상태를 인간의 눈에 의하여 평가하는 방법도 있지만, 평가자의 숙련도나

그 날의 컨디션에 따라 평가결과에 편차가 생긴다고 하는 문제가 있다.

또한 평가 결과, 불량품이라고 판정된 경우에는 유기EL 디스플레이10는 이것에 부착된 상기 구동회로 부품과 동시에

파기되게 되어 쓸데 없는 낭비가 발생한다고 하는 문제가 있다. 평가를 위한 작업시간도 허비되는 문제가 있다.
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또 유기EL 소자에 대하여는 상기 일본국 공개특허공보 특개평5-107561호, 일본국 공개특허공보 특개평9-260061

호, 일본국 공개특허공보 특개평10-321367호 등이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이상과 같은 제반 문제를 감안하여 이루어진 것으로서, 간단한 회로구성으로 유기EL 디스플레이의 검사용

구동회로를 만들어 신뢰성이 높은 평가결과를 얻을 수 있는 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법을 제공하는 

것을 과제로 한다.

또한 본 발명은, 검출 정밀도가 높고 또한 유기EL 디스플레이에 그 제품용의 구동회로를 결합하기 전에 유기EL 디스

플레이 자체를 평가할 수 있는 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법을 제공하는 것을 과제로 한다.

또한 본 발명은, 회로구성이 간단하고, 유기EL 소자에 흐르는 미소 전류를 효율적으로 검출함으로써 유기EL 표시소

자의 화소 결함을 검출할 수 있는 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법을 제공하는 것을 과제로 한다.

또한 본 발명은, 검사를 위하여 유기EL 소자에 공급하는 구동전류가 복수의 유기EL 소자 사이에서 중첩(重疊)되지 

않도록 하여 미소 전류를 효율적으로 검출할 수 있는 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법을 제공하는 것을 

과제로 한다.

또한 본 발명은, 평가결과에 의한 불량품의 처리에 의한 제품 수율의 저하를 억제할 수 있는 유기EL 디스플레이의 평

가장치 및 평가방법을 제공하는 것을 과제로 한다.

발명의 구성 및 작용

즉 본 발명은, 유기EL 디스플레이의 각 화소(유기EL 소자)에 구동전류를 공급할 수 있는 신호선 및 선택선(액티브 매

트릭스 방식의 경우에는 전압 공급선을 추가)을 준비해 두고 화소에 구동전류를 공급한 후에 화소가 방전하는 시간을

두고 다음 화소의 구동(검사)를 하며 또한 하나의 화소에 있어서의 유기EL 화소의 구동전류치와 방전전류치와의 차

이를 측정하고 이 전류치의 차이가 소정의 레벨 내이면 각각의 유기EL 소자에 의한 화소가 정상이라고 판정할 수 있

는 것에 착안한 것으로, 제1발명은, 화소(畵素)로서 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서, 상

기 유기EL 소자에 의한 화소마다 구동전류치(驅動電流値) 및 방전전류치(放電電流値)를 측정하고, 그 전류치의 차이

를 검출함으로써 화소결함(畵素缺陷)을 검출하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치이다.

상기 유기EL 디스플레이는, 상기 유기EL 소자를 구동하기 위한 TFT 등의 정전류회로(定電流回路)와 이 정전류회로

에 의한 정전류를 가변(可變)으로 하기 위하여 전압을 절체(切替)하는 TFT 등의 스위치 회로를 구비할 수 있다.

또한 상기 유기EL 디스플레이는, 상기 유기EL 소자를 구동하기 위한 정전류회로와 상기 유기EL 소자를 선택하기 위

한 신호선(信號線) 및 선택선(選擇線)을 구비할 수 있다.

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고, 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는

선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 구동전류치 및 상기 방전전류치를 측정할 수 있다.

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고, 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는

선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 유기EL 소자에 구동전류를 공급하고, 상기 유기EL 소자에 축적된 전하(電荷

)를 방출할 수 있다.

상기 유기EL 소자에 정전류를 공급하기 위한 캐패시터(capacitor)를 구비하고, 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 

구동전압을 공급하고, 상기 캐패시터에 축적된 전하를 방출시킬 수 있다.

상기 유기EL 소자에 정전류를 공급하기 위하여 스위치하는 제1트랜지스터와, 이 제1트랜지스터에 의하여 스위치됨

과 아울러 상기 유기EL 소자에 접속하는 제2트랜지스터를 구비하고, 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 제1트

랜지스터를 절환함으로써 제1의 소정시간에 걸쳐 상기 유기EL 소자에 구동전류를 공급하고, 이 제1의 소정시간에 계

속되는 제2의 소정시간에 걸쳐 상기 제2트랜지스터를 비도통(非導通) 상태로 할 수 있다.

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선과 상기 유기EL 소자에 전압을 공급하기 위한 전압 공급선을 구

비하고, 이 전압 공급선을 온으로 한 상태에서 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 또는 선택선 중의 어느

하나를 절환하여, 상기 유기EL 소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 측정할 수 있다.
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상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고, 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는

선택선 중의 어느 하나를 절환하고, 또한 상기 유기EL 소자에 공급하는 전류를 제어하여 상기 유기EL 소자에 흐르는

구동전류 및 방전전류를 측정할 수 있다.

제2의 발명은, 화소로서의 유기EL 소자와, 이 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선과, 이 유기EL 소자에 

전압을 공급하기 위한 전압 공급선을 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서, 상기 신호선, 선택선 및 전압 공

급선에 검사전압을 발생시키는 검사전압 발생회로와, 이 검사전압을 상기 신호선, 선택선 및 전압 공급선에 일정한 

주기로 순차적으로 인가하기 위한 컨트롤신호를 발생하는 컨트롤신호 발생회로와, 이 컨트롤신호를 상기 신호선, 선

택선 및 전압 공급선을 통하여 상기 유기EL 소자에 접속하기 위한 접속 스위치 회로와, 상기 유기EL 소자에 흐르는 

구동전류 및 방전전류를 검출하기 위한 전류검출회로와, 검출된 전류치로부터 상기 유기EL 소자의 양부(良否)를 판

정하는 결함판정회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치이다.

제3의 발명은, 화소로서의 유기EL 소자와, 이 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하는 유기EL 디

스플레이의 평가장치로서, 상기 신호선 및 선택선에 검사전류를 발생시키는 검사전류 발생회로와, 이 검사전류를 상

기 신호선 및 선택선에 일정한 주기로 순차적으로 인가하기 위한 컨트롤신호를 발생하는 컨트롤신호 발생회로와, 이 

컨트롤신호를 상기 신호선 및 선택선을 통하여 상기 유기EL 소자에 접속하기 위한 접속 스위치 회로와, 상기 유기EL 

소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 검출하기 위한 전류검출회로와, 검출된 전류치로부터 상기 유기EL 소자의 양

부를 판정하는 결함판정회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치이다.

특히 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이에 대하여는 상기 유기EL 소자의 순방향(順方向) 강하전압(降下電壓)

을 측정하는 순방향 강하전압 검출회로를 설치하고, 상기 결함판정회로는 상기 검출된 전류치 및 이 순방향 강하전압

치로부터 상기 유기EL 소자의 양부를 판정할 수 있다.

상기 전류검출회로에 의하여 검출한 전류를 증폭하기 위한 전류증폭회로와, 이 증폭된 전류를 디지털 신호로 변환하

기 위한 A/D변환회로를 구비할 수 있다.

특히 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이에 대하여 상기 검사전압 발생회로에서의 상기 검사전압의 설정, 상

기 컨트롤신호 발생회로에서의 상기 컨트롤신호의 발생 및 상기 전류증폭회로에서의 전류증폭도의 설정에 있어는, 

중앙제어회로로부터의 버스 데이터에 의하여 이것을 임의로 설정하게 할 수 있다.

또한 특히 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이에 대하여 상기 검사전류 발생회로에서의 상기 검사전류의 설정,

상기 컨트롤신호 발생회로에 서의 상기 컨트롤신호의 발생, 및 상기 전류증폭회로에서의 전류증폭도의 설정에 있어

서는, 중앙제어회로로부터의 버스 데이터에 의하여 이것을 임의로 설정하게 할 수 있다.

제4의 발명은, 매트릭스 모양으로 배치되는 신호선 및 선택선과, 이 신호선 및 선택선의 각 교차부분에 있어서 그 신

호선 및 선택선에 각각 접속한 화소로서의 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서, 상기 유기E

L 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 및 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 유기EL 소자를 구동하고 그 유기EL

소자의 구동전류치 및 방전전류치를 측정하고, 그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는 것을 특징으

로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치이다.

제5의 발명은, 매트릭스 모양으로 배치되는 신호선 및 선택선과, 이 신호선 및 선택선의 각 교차부분에 있어서 그 신

호선 및 선택선에 각각 접속한 화소로서의 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서, 상기 유기E

L 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 및 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 유기EL 소자를 구동하고, 그 유기EL

소자의 구동시간 내에서 구동전류치에 대하여 제1샘플링을 하고, 이 구동시간에 계속되는 방전시간의 종료후에 방전

전류치에 대하여 제2샘플링을 함으로써 구동전류치 및 방전전류치를 측정하여 그 전류치의 차이를 검출함으로써 화

소결함을 검출하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치이다.

제6의 발명은, 화소로서 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가방법으로서, 상기 유기EL 소자에 의한 

화소마다 구동전류치 및 방전전류치를 측정하고, 그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는 것을 특징

으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가방법이다.

본 발명에 의한 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법에 있어서는, 유기EL 디스플레이의 각 화소(유기EL 소자

)에 구동전류를 공급한 후에 이 유기EL 소자가 방전하는 시간을 두고 다음 화소를 구동 즉 검사하는 것, 구체적으로는

유기EL 소자의 구동전류치와 방전전류치와의 차이를 측정하도록 하는 것이기 때문에 각각의 화소(유기EL 소자)마다

구동전류를 공급 및 방전할 수 있어 각각의 유기EL 소자를 개별적으로 검사할 수 있다.

이 전류치의 차이가 소정의 레벨 내이면 하나의 화소를 구성하고 있는 유기EL 소자가 정상이라고 판단할 수 있다.
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특히 제1발명에 의하면, 유기EL 소자에 의한 화소마다 구동전류치 및 방전전류치의 차이를 검출하도록 하는 것이기 

때문에 각 화소에 대하여 방전종료 후에 다음의 화소(유기EL 소자)에 대하여 동일한 검출을 할 수 있으므로 전번의 

검출에 의한 구동전류치가 다음의 화소에 잔류하지 않아 확실하게 각 화소에 대한 평가를 순차적으로 할 수 있다.

특히 제2발명에 의하면, 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이에 대하여 검사전압 발생회로와, 컨트롤신호 발

생회로와, 유기EL 디스플레이의 접속 스위치 회로와, 전류검출회로와, 결함판정회로를 설치하고 있기 때문에, 유기E

L 디스플레이에 그 구동회로를 부착하여 실제의 제품에 가까운 형태로 하고 나서 이것을 검사한다고 하는 종래의 평

가장치와는 달리, 유기EL 디스플레이의 형태대로 그 평가작업을 할 수 있다.

특히 제3의 발명에 의하면, 유기EL 소자에 의한 화소 중에 정전류회로를 갖추고 있지 않은 단순 매트릭스 방식의 유

기EL 디스플레이에 대하여는 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이의 평가장치에 있어서의 검사전압 발생회로

대신에 신호선 및 선택선에 검사전류를 발생시키는 검사전류 발생회로를 설치하여 제2발명과 동일한 평가작업을 할 

수 있다.

특히 제4의 발명에 의하면, 매트릭스 모양으로 배치되는 신호선 및 선택선의 각 교차부분에 있어서 접속된 유기EL 

소자마다 신호선 및 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 구동전류치 및 방전전류치의 차이를 검출하도록 한 것이기 때

문에 신호선 또는 선택선의 선택처리에 의하여 각 화소에 대하여 빠른 평가를 할 수 있다.

특히 제5의 발명에 의하면, 유기EL 소자의 구동시간 내에서 구동전류치에 대한 제1샘플링을 하고, 이 구동시간에 계

속되는 방전시간의 종료후에 방전전류치에 대한 제2샘플링을 하도록 하는 것이기 때문에 각 유기EL 소자에 대하여 

그 평가를 위한 적절한 전류치를 측정할 수 있다.

특히 제6의 발명에 의하면, 제1발명과 마찬가지로 각 화소에 대하여 방전종료 후에 다음의 화소(유기EL 소자)에 대한

검출을 하기 때문에, 전번의 검출에 의한 구동전류치가 다음의 화소에 잔류하지 않아 확실하게 각 화소에 대한 평가

를 순차적으로 할 수 있다.

(실시예)

다음에 본 발명의 제1실시예에 의한 유기EL 디스플레이의 평가장치20를 평가방법과 함께 도1 내지 도4에 의거하여 

설명한다. 단, 도7 내지 도9와 동일한 부분에는 동일한 부호를 붙이고 그 상세한 설명은 생략한다.

도1은 유기EL 디스플레이10의 평가장치20의 개략적인 회로도로서, 유기EL 디스플레이의 평가장치20는 유기EL 디

스플레이10의 각 화소11 및 그 배선 등에 관한 양부(良否)를 판정 내지 평가하는 것으로서, 중앙제어회로21(CPU)와 

컨트롤 버스22와 검사전압 발생회로23와 전류검출회로24와 전류증폭회로25와 A/D변환회로26와 결함판정회로27

와 컨트롤신호 발생회로28와 신호선 접속 스위치 회로29(접속 스위치 회로)와, 선택선 접속 스위치 회로30(접속 스

위치 회로)와 전압 공급선 접속 스위치 회로31(접속 스위치 회로)를 구비한다.

중앙제어회로21는 컨트롤 버스22를 통하여 전체를 제어한다.

검사전압 발생회로23는 유기EL 디스플레이10의 검사를 위한 검사전압을 발생시키는 것으로, 신호선 접속 스위치 회

로29, 선택선 접속 스위치 회로30 및 전류검출회로24와 접속된다.

검사전압은 유기EL 디스플레이10를 파괴하지 않는 전압 이하이면 좋지만, 바람직하게는 발광전압보다 낮은 전압으

로서 유기EL 디스플레이10의 평가에 필요한 전류를 흘릴 수 있는 전압이 바람직하다. 또 유기EL 디스플 레이10의 

유기EL 화소14의 발광전압으로서는 사용하는 유기재료나 전극재료에 따라서 다르지만, 보통 2∼4볼트 정도이다. 따

라서 검사전압으로서는 4볼트 정도까지 발생할 수 있으면 좋다.

검사전압 발생회로23로서는 희망하는 전압을 발생할 수 있는 것이면 좋고, 예를 들어 정전압 회로나 레귤레이터 회로

등을 사용함으로써 이 검사전압을 용이하게 발생시킬 수 있다.

신호선 접속 스위치 회로29는, 유기EL 디스플레이10에 있어서의 신호선VD를 각각의 화소11에 순차적으로 절체하

면서 접속하기 위한 것으로서, 이 절체를 위한 컨트롤 신호는 컨트롤신호 발생회로28으로부터 공급된다.

선택선 접속 스위치 회로30는, 유기EL 디스플레이10에 있어서의 선택선VG을 각각의 화소11에 순차적으로 절체하

면서 접속하기 위한 것으로서, 이 절체를 위한 컨트롤 신호는 컨트롤신호 발생회로28로부터 공급된다.

전압 공급선 접속 스위치 회로31는 유기EL 디스플레이10에 있어서의 전압 공급선VLC를 각각의 화소11에 순차적으

로 절체하면서 접속하기 위한 것으로서, 이 절체를 위한 컨트롤 신호는 컨트롤신호 발생회로28로부터 공급된다.
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따라서 검사전압 발생회로23는, 신호선 접속 스위치 회로29 및 선택선 접속 스위치 회로30를 통하여, 또한 전류검출

회로24 및 전압 공급선 접속 스위치 회로31를 통하여, 그 검사전압을 신호선VD, 선택선VG 및 전압 공급선VLC에 각

각 공급할 수 있다.

전류검출회로24는 하나의 화소11(유기EL 화소14 내지 유기EL 소자1)에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 검출하기 

위한 것으로서, 전압 공급선 접속 스위치 회로31에 접속되어 검출 전류치를 전류증폭회로25에 출력한다.

전류증폭회로25는 검출한 전류를 증폭한다.

A/D변환회로26는 증폭된 전류를 디지털 신호로 변환한다.

결함판정회로27는, 검출된 전류치에 의하여 유기EL 디스플레이10에 있어서의 각 화소11 내지 유기EL 화소14(유기

EL 소자1)의 양부를 판정한다 (상세한 것은 도4에 의거하여 후술한다).

컨트롤신호 발생회로28는, A/D변환회로26, 신호선 접속 스위치 회로29, 선택선 접속 스위치 회로30 및 전압 공급선 

접속 스위치 회로31에 컨트롤 신호를 공급한다.

도2는, 유기EL 디스플레이10의 평가장치20를 구동하여 유기EL 디스플레이10를 평가하기 위한 타이밍 차트로서, 제

1화소 및 제2화소에 대하여 나타나 있다.

유기EL 디스플레이10 화소11의 유기EL 화소14의 검사에 있어서는, 각 화소11의 검사 종료시에 그 검사에서 선택한

유기EL 화소14가 충분하게 방전되어 있을 필요가 있다. 즉, 유기EL 화소14의 검사에 있어서는 컨트롤신호 발생회로

28에 의한 각 신호선VD, 선택선VG 및 전압 공급선VLC의 온/오프 타이밍이 중요하다.

구체적으로 도1 및 도2에 의거하여 설명하면, 검사 시작시에 검사전압 발생회로23으로부터 선택선 접속 스위치 회로

30를 통하여 소정의 화소11(제1화소)의 유기EL 화소14의 선택선VG에 전압을 공급하여 제1트랜지스터15(도9)를 온

으로 함과 아울러 신호선 접속 스위치 회로29를 통하여 신호선VD에 전압(VD1)을 공급하면, 제2트랜지스터16을 구

동하기 위한 전압이 V1에 공급되어 제2트랜지스터16는 온이 된다. 이 전압V1의 상승과 아울러 캐패시터17가 충전

된다.

이 상태에서 전압 공급선VLC를 온으로 하여 유기EL 화소14에의 전압 V2가 상승하게 한다. 즉 유기EL 화소14에 검

사전압이 공급됨으로써 이 구동시간t1(제1의 소정시간) 내에 제1샘플링S1을 함으로써 유기EL 화소14의 구동전류를

계측한다.

구동전류의 계측 후에 신호선VD를 오프로 하여 하강시간t2의 경과 후에 캐패시터17 및 유기EL 화소14의 전하를 완

전하게 방출(방전)시키고, 이 방전상태를 안정시켜 제2트랜지스터16을 완전하게 오프로 함과 아울러 방전시간t3(제2

의 소정시간) 내에 제2샘플링S2을 함으로써 방전전류를 계측한다.

상기 구동전류(구동전류 데이터)와 이 방전전류(방전전류 데이터)의 차이를 구하여, 이 전류치의 차이(동작전류 차이)

즉 화소 전류치의 전류 데이터(디지털 신호)에 의거하여 유기EL 화소14(제1화소)에 관한 결함을 검출한다.

구체적으로 설명하면 다음과 같다. 도3은 각 유기EL 화소14에 관한 화소 전류치를 나타내는 그래프로서, 화소 전류

치의 평가 기준치를 소정의 레벨범위 내의 값으로 설정해 둔다.

이 소정의 레벨범위 내지 임계치에 대하여는, 정상인 유기EL 화소14의 평균적인 동작전류 차이를 미리 구하여 두고, 

이 범위를 일탈하는 전류치가 검출된 유기EL 화소14는 결함화소라고 판정한다. 예를 들면, 범위의 상한을 넘는 경우

에는 제1트랜지스터15나 제2트랜지스터16 또는 배선부분의 결함이라고 생각되며, 도면에 나타내는 예에서는 n+3 

번째의 유기EL 화소14는 발광강도가 지나치게 강하여 백색측의 결함이라고 판정된다.

화소 전류치가 범위의 하한을 밑도는 경우에는 전류 자체가 흐르기 힘든 것이므로 라인 결함이나 도트 결함이라고 생

각되며, 예를 들면 n+6 번째의 유기EL 화소14는 발광강도가 약하여 흑색측의 결함이라고 판정된다.

이리하여 다음의 제2화소(유기EL 화소14)의 검사에 있어서는, 제1화소의 구동상태 내지 검사상태의 영향이 전혀 남

아 있지 않은 상태로 할 수 있으므로 정상적이고 또한 확실한 화소검사를 순차적으로 계속할 수 있다.

이렇게 해서 정상이라고 평가된 유기EL 디스플레이10에만 그 구동회로 등 부속부품을 조립하여 제품화 함으로써 제

조 및 평가 공정에서의 제품 수율을 개선할 수 있다.
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또한 도4는, 상기한 바와 같이 구동전류의 공급 후(구동시간t1 후)에 하강시간t2 및 방전시간t3을 두지 않고 다음의 

유기EL 화소14를 검사하는 경우에 있어서의 도3과 동일한 그래프로서, 각 화소에 관한 구동전류 의 중첩이 순차적으

로 생기기 때문에 화소 전류치가 점차로 커져 백색측의 결함만이 되어 절대치로서 크게 된 화소전류 중의 작은 변화

에 의하여 각각의 화소11에 대한 결함을 판정하지 않으면 아니 되어 평가작업은 사실상 곤란 내지 불가능하다.

본 발명에 의한 유기EL 디스플레이의 평가장치 및 평가방법은, 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이10에 한

정되지 않고, 각 유기EL 화소14에 스위치 회로12 및 전압 공급선VLC(도8, 도9)를 구비하고 있지 않은 단순매트릭스

방식의 유기EL 디스플레이40에 대하여도 적용이 가능하다.

즉 도5는 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이40의 개략도로서, 유기EL 디스플레이40는 정전류를 공급할 수 

있는 전류원41으로부터 유기EL 화소14(유기EL 소자1)에 전류가 공급됨과 아울러 유기EL 화소14에 대한 신호선 선

택회로42(데이터선 선택회로) 및 선택선 선택회로43(주사선 선택회로)에 의하여 선택적으로 구동전류를 공급함으로

써 발광시킬 수 있다.

도6은 본 발명의 제2실시예에 의한 유기EL 디스플레이40(단순 매트릭스 방식)의 평가장치50의 개략적인 회로도로

서, 유기EL 디스플레이40의 평가장치50는 유기EL 디스플레이10의 평가장치20(도1)에 있어서의 전압 공급선 접속 

스위치 회로31를 생략함과 아울러 상기 검사전압 발생회로23(도1)의 대신에 검사전류 발생회로51를 설치하여, 이 검

사전류 발생회로51와 상기 전류증폭회로25의 사이에 순방향 강하전압 검출회로52를 접속하여 구성한 것으로, 유기E

L 디스플레이40에 있어서의 유기EL 화소14(유기EL 소자1)를 검사할 수 있다.

검사전류 발생회로51는, 신호선VD 및 선택선VG에 검사전류를 순차적으로 발생시키는 것이다. 즉, 단순 매트릭스 방

식의 유기EL 디스플레이40(도5)에 있어서의 유기EL 화소14(유기EL 소자1)에는 액티브 매트릭스 방식의 유기EL 디

스플레이10(도1, 도8, 도9)와 같이 정전류회로13를 갖추고 있지 않기 때문에 유기EL 화소14의 평가를 위하여 검사

전류 발생회로51로부터 유기EL 화소14에 검사전류를 직접 공급해야 한다.

순방향 강하전압 검출회로52는, 도5에도 가상선으로 나타나 있는 바와 같이 유기EL 화소14(유기EL 소자1)가 정상

적으로 작동했을 때의 순방향 강하전압을 검출한다. 즉, 단순 매트릭스 방식의 유기EL 디스플레이40에 있어서의 유

기EL 화소14는 그 유기EL 소자1가 정상적인 경우에도 또한 단락되어 있는 경우에도 마찬가지로 전류를 흐르게 하지

만, 정상적인 경우에는 순방향강하전압이 발생하고, 단락되어 있는 경우에는 순방향 강하전압이 발생하지 않기 때문

에 검출전류와 함께 순방향의 강하전압을 검출함으로써 화소결함을 검출한다.

이러한 구성의 평가장치50에 의한 평가순서에 대하여는, 도1 내지 도4에 의거한 상기한 평가장치20와 동일하기 때

문에 그 상세한 설명은 생략한다. 유기EL 화소14마다 신호선 선택회로42에 의하여 신호선VD를, 또는 선택선 선택회

로43에 의하여 선택선VG을 절환하여 구동전류치 및 방전전류치의 차이를 계측함과 아울러 상기 결함판정회로27가 

전류검출회로24에 의하 여 검출된 전류치와 순방향 강하전압 검출회로52에 의하여 검출된 순방향 강하전압치로부터

유기EL 소자1의 양부를 판정한다.

발명의 효과

이상과 같이 본 발명에 의하면, 유기EL 디스플레이에 있어서의 유기EL 화소 내지 유기EL 소자의 구동전류 및 방전

전류의 차이를 검출하여, 이것에 의거하여 유기EL 디스플레이의 양부를 판정하도록 하기 때문에 유기EL 화소에 대하

여 모두 또한 순차적으로 적정한 평가를 할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
화소(畵素)로서 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 구동전류치(驅動電流値) 및 방전전류치(放電電流値)를 측정하여,

그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함(畵素缺陷)을 검출하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 2.
제1항에 있어서,
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상기 유기EL 디스플레이는,

상기 유기EL 소자를 구동하기 위한 정전류회로(定電流回路)와 이 정전류회로에 의한 정전류를 가변(可變)으로 하기 

위하여 전압을 절체(切替)하는 스위치 회로를 구비하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 디스플레이는, 상기 유기EL 소자를 구동하기 위한 정전류회로와,

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선(信號線) 및 선택선(選擇線)을

구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 4.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 구동전류치 및 상기 방전

전류치를 측정하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 5.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는 선택선 중의 어느 하나를 절환하여,

상기 유기EL 소자에 구동전류를 공급하고,

상기 유기EL 소자에 축적된 전하(電荷)를 방출하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 6.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 소자에 정전류를 공급하기 위한 캐패시터(capacitor)를 구비하고,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 구동전압을 공급하고,

상기 캐패시터에 축적된 전하를 방출시키는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 7.
상기 유기EL 소자에 정전류를 공급하기 위하여 스위치하는 제1트랜지 스터와,

이 제1트랜지스터에 의하여 스위치됨과 아울러 상기 유기EL 소자에 접속하는 제2트랜지스터를 구비하고,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 제1트랜지스터를 절환함으로써,
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제1의 소정시간에 걸쳐 상기 유기EL 소자에 구동전류를 공급하고, 이 제1의 소정시간에 계속되는 제2의 소정시간에 

걸쳐 상기 제2트랜지스터를 비도통(非導通) 상태로 하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 8.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선과,

상기 유기EL 소자에 전압을 공급하기 위한 전압 공급선을

구비하고,

이 전압 공급선을 온으로 한 상태에서 상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 또는 선택선 중의 어느 하나를

절환하여,

상기 유기EL 소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 측정하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 9.
제1항에 있어서,

상기 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을 구비하고,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 이 신호선 또는 선택선 중의 어느 하나를 절환하고, 또한

상기 유기EL 소자에 공급하는 전류를 제어하여 상기 유기EL 소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 측정하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 10.
화소인 유기EL 소자와,

이 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선과,

이 유기EL 소자에 전압을 공급하기 위한 전압 공급선을

구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서,

상기 신호선, 선택선 및 전압 공급선에 검사전압을 발생시키는 검사전압 발생회로와,

이 검사전압을 상기 신호선, 선택선 및 전압 공급선에 일정한 주기로 순차적으로 인가하기 위한 컨트롤신호를 발생하

는 컨트롤신호 발생회로와,

이 컨트롤신호를 상기 신호선, 선택선 및 전압 공급선을 통하여 상 기 유기EL 소자에 접속하기 위한 접속 스위치 회

로와,

상기 유기EL 소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 검출하기 위한 전류검출회로와,

검출된 전류치로부터 상기 유기EL 소자의 양부(良否)를 판정하는 결함판정회로를

구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 11.
화소인 유기EL 소자와,
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이 유기EL 소자를 선택하기 위한 신호선 및 선택선을

구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서,

상기 신호선 및 선택선에 검사전류를 발생시키는 검사전류 발생회로와,

이 검사전류를 상기 신호선 및 선택선에 일정한 주기로 순차적으로 인가하기 위한 컨트롤신호를 발생하는 컨트롤신

호 발생회로와,

이 컨트롤신호를 상기 신호선 및 선택선을 통하여 상기 유기EL 소자에 접속하기 위한 접속 스위치 회로와,

상기 유기EL 소자에 흐르는 구동전류 및 방전전류를 검출하기 위한 전류검출회로와,

검출된 전류치로부터 상기 유기EL 소자의 양부를 판정하는 결함판정회 로를

구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 12.
제11항에 있어서,

상기 유기EL 소자의 순방향(順方向) 강하전압(降下電壓)을 측정하는 순방향 강하전압 검출회로를 설치하고,

상기 결함판정회로는 상기 검출된 전류치 및 이 순방향 강하전압치로부터 상기 유기EL 소자의 양부를 판정하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 13.
제10항 또는 제11항에 있어서,

상기 전류검출회로에 의하여 검출한 전류를 증폭하기 위한 전류증폭회로와,

이 증폭된 전류를 디지털 신호로 변환하기 위한 A/D변환회로를

구비하는 것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 14.
제13항에 있어서,

상기 검사전압 발생회로에서의 상기 검사전압의 설정,

상기 컨트롤신호 발생회로에서의 상기 컨트롤신호의 발생 및

상기 전류증폭회로에서의 전류증폭도의 설정에 있어서는,

중앙제어회로로부터의 버스 데이터에 의하여 이것을 임의로 설정할 수 있는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 15.
제13항에 있어서,

상기 검사전류 발생회로에서의 상기 검사전류의 설정,

상기 컨트롤신호 발생회로에서의 상기 컨트롤신호의 발생, 및

상기 전류증폭회로에서의 전류증폭도의 설정에 있어서는,
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중앙제어회로로부터의 버스 데이터에 의하여 이것을 임의로 설정할 수 있는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 16.
매트릭스 모양으로 배치되는 신호선 및 선택선과,

이 신호선 및 선택선의 각 교차부분에 있어서 그 신호선 및 선택선에 각각 접속한 화소인 유기EL 소자를

구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 및 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 유기EL 소자를 구동하고

그 유기EL 소자의 구동전류치 및 방전전류치를 측정하고,

그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 17.
매트릭스 모양으로 배치되는 신호선 및 선택선과,

이 신호선 및 선택선의 각 교차부분에 있어서 그 신호선 및 선택선에 각각 접속한 화소인 유기EL 소자를

구비하는 유기EL 디스플레이의 평가장치로서,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 상기 신호선 및 선택선 중의 어느 하나를 절환하여 상기 유기EL 소자를 구동하고,

그 유기EL 소자의 구동시간 내에서 구동전류치에 대하여 제1샘플링을 하고,

이 구동시간에 계속되는 방전시간의 종료후에 방전전류치에 대하여 제2샘플링을 함으로써,

구동전류치 및 방전전류치를 측정하여 그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가장치.

청구항 18.
화소로서 유기EL 소자를 구비하는 유기EL 디스플레이의 평가방법으로서,

상기 유기EL 소자에 의한 화소마다 구동전류치 및 방전전류치를 측정하고,

그 전류치의 차이를 검출함으로써 화소결함을 검출하는

것을 특징으로 하는 유기EL 디스플레이의 평가방법.
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摘要(译)

准备用于有机EL显示器10的简单检查驱动电路以提供高度可靠的评估，
并且在组装有机EL显示器10中的产品的驱动电路之前评估有机EL显示器
10本身并且基于评估结果处理有缺陷的产品本发明的目的是提供一种能
够抑制产品产量降低的有机EL显示器的评估装置和评估方法。 在将驱动
电流提供给像素11并且像素11中的有机EL像素14的驱动电流值和放电电
流值之间的差变为预定水平之后，执行下一像素11的驱动一段时间，在
此期间像素11被放电。通过有机EL元件1检测每个像素11的驱动电流值
和放电电流值之间的差异，可以检测像素缺陷。它应。 1
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